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【はじめに】我々はこれまで、偏光状態を変えた Z-scan法 [1,2]にて InPの 3次非線形感受率テン

ソル χ(3)の虚部及び実部 [3–5]を測定してきた [3–5]。Re[χ(3)]に起因する非線形屈折率 n 2 は有限

開口 Z-scan法を用いて測定できる [6]。しかし、InPの n2の評価値の確度、精度共に二桁程度と不

十分であるという問題があった [3–5]。そのためRe[χ(3)]の測定精度は一桁半であった [3–5]。そこ

で本研究では、n 2の評価値の確度、精度共に向上を行うことを目的とした。

【実験】フェムト秒レーザを光源とし、対物レンズにより集光して、InP厚膜試料 (厚さ L = 581 µm)

を集光点付近で光伝搬方向に走査させ、透過率 T の試料位置 (z)依存性を測定した。我々は、光の

中心部分だけの強度をとるためにApertureを絞って行う、Closed Aperture(CA) Z-scan測定により

実験値を求め、それを厚膜に対応した Z-scanの理論式 [4,5]によりフィッテイングすることで、n2

を評価した（n2 fit）。また、理論式との系統誤差の低減に向けて、有限な Aperture通過率 (S )の最

適化を行い、さらに波長 1640 − 1800 nmの範囲にて、CA Z-scan測定を行った。

【結果】これまで用いてきた理論式に代えて、S を考慮した理論式を新たに導出した。これによ

り、S ≤ 0.5の領域では、厚膜での Z-scanの理論式 [4,5]によるフィッテングから求まる n2 fitは、概

ね一定の値で得られ、理論式と実験値との差が解消された。CA Z-scan測定の結果にて、zが 0付

近の領域での透過率が波長依存性を示し、理論曲線からずれていることが分かった。この領域のず

れ (∆Toffset)の波長依存性は原因は現在のところ不明だが、ほぼ線形の関係があることが分かった

（Fig. 1）。さらに Fig. 1より、∆Toffsetがゼロになるよう見積もられた波長 1720 nmでの CA Z-scan

測定結果を Fig. 2に示す。この結果、実際に ∆Toffsetがほぼ 0となり、理論曲線とよく一致した結

果となった。また、n2の評価精度も三桁程度となり、目標の精度で測定することができた。これ

より、∆Toffsetの波長依存性の原因を解明すれば，全ての測定波長にて n2の精度を 3桁にて求める

ことが期待できる。
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Fig. 1: 波長依存性
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Fig. 2: CA Z-scan測定結果 (波長 1640 nm,1720 nm)
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